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Je tvoien zdrojem (1) N referengnich
napgt{, jeho% kazdy n-ty vystup, kde n je
ptirozené &islo v rozmezi od 1 do N, je N
pfipojen vidy na druhy vstup n-tého kompa- "
ratoru (2,), prigemz prvn{ vstupy viech
kaompardtord (21 aZ 2y) jsou pEipojeny na I}'

analogovy vystup cbvodu (3) fizeni a vy-
hodnoceni zvétdeni a na signdlovy vstup

zesilovate (4) s pfepinanym zesilenim. ~
Vystup kazdého n-tého kompardtoru (2,) je

ptipojen na n-ty fidici vstup zesilovale (r_,,
(4) s prepinanym zesilenim a na n-ty vstup
dekodéru (5) popisu usetky, ktery je spo-

jen svymi vstupnimi porty s &islicovym vy-
stupem obvodu (3) fizeni a vyhodnoceni H
zvétdeni a svymi vystupnimi porty se 1
vstupnimi porty zobrazovaciho sbvodu (6), '
k jehoZ vstupu je pPipojen vystup generd- 1
toru (7) impulsu dsetky, ktery je svym 1
vsiupem spojen s vystupem zesilovale (4) '
s pfepinanym zes{lenim. Lze jej s vyhodou

c Al
vyuzit pfi konstrukei rastrovaciho elektro- “\\ °‘\ ~ J
nového mikroskopu, zejména takového, kiery [%;— B "] =

N

je vybaven plynulym nastavovénim urychlo-
vaciho napéti i vzdédlenosti vzorku od ob-
jektivu ve zna&ném rozsahu.
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Vyndlez se tykd obvodu fizeni jednotkové dsetky rastrovaciho elektronového mikrosko-
pu.

P¥i vyhodnocovéni snimkl z rastrovaciho elektronového mikroskopu je v mnoha aplika-
cich dilezité pfesnd zndt zvétien{ obrazu. Hotové snimky se vé&tSinou déle upravuj{, napfi-
klad pro publikagn{ dtely se obvykle dodate&n zmen3uji, coZ md z& ndsledek zm&nu celkové-
ho zvétSeni obrazu. Z toho divodu se na snimky exponuje jednotkovd dsetka, jejiZ udaj zds-
tava platny i pfi dodatednych zm&ndch velikosti snimku. Délka jednotkové Usefky je pEimo
Gmérnd zvétseni obrazu a byvd doplndna &iselnym ddajem s délkovou jednotkou, napfiklad
10 um.

Zvétieni rastrovaciho elektronového mikroskopu je moZné fidit zm&nou velikosti prou-
du, tekouciho rastrovacimi civkami, v rozsahu nZkolika dekdd. Zvétdeni v3ak navic zévis{
na velikosti urychlovaciho nap&ti a na vzddlenosti pozorovaného vzorku od objektivu, PEi
zm&n& hodnoty kterékoli z tiéchto veli&in je nutno délku jednotkové UseCky korigovat tak,
aby jeji dGdaj ztstal platny. Jednoduisi mikroskopy, které maji pouze n&kolik diskrétnich
hodnot urychlovaciho napéti, koriguji jednoduie délku jednotkové dsegky, nebo jeji popis,
soutasné s prepindnim urychlovaciho napéti. Technicky lépe vybavené piistroje v3ak dispo-
vnuji'blynUIYm nastavenim urychlovacfho nap&t{ i vzddlenosti pozorovaného vzorku od .objekti-
vu ve zna&ném rozsahu. U téchto pFistrojd je zajist&ni korekce tGdaje jednotkové dsefky slo-
zitejs{ a informace jednotkové isetKy proto byvéd rozd&lena na dvé sloiky: mantisu, kterd
urduje délku jednotkové dsesky a exponent, ktery urduje popis dselky.

Nevyhodod dosavadniho stavu je, %e se délka lsetky v zdvislosti na nastaveném zvét-
feni m&ni v rozsahu celé dekddy, to je v poméru 1 : 10. Pfi plné délce dsetky se ztrdci
ndzornost m&fitka, pfi minimdlni délce jiZ klesd presnost ddaje, zejména pFi ndsledném
zmen$eni snimku.

Uvedené nevyhody dosavadniho stavu do znaéné miry odstranuje obvod fizen{ jednotkové
dsetky rastrovaciho elektronového mikroskopu podle vyndlezu, jehoZ podstatou je, Ze je
tvofen zdrojem N referentnich nap&tf, jeho? kaidy n-ty vystup, kde n je pfirozené &islo
v rozmezi od 1 do N, je ptipojen vidy na druhy. vstup n-tého komparédtoru, pifiéemZ prvni
vstupy v3ech kompardtord jsou pFipojeny na analogovy vystup obvodu Fizeni a vyhodnoceni
zvétSeni a na signdlovy vstup zesilova&e s pfepinanym zesfilenim a vystup kaZdého n-tého
komparitoru je pfipojen na n-ty Fidic{ vstup zesilovade s pfepinanym zes{lenim a na n-ty
vstup dekodéru popisu dsetky, ktery je spojen svymi vstupnimi porty s &fslicovym vystupem
obvodu fizeni a vyhodnocenf zvéiden{ a svymi vystupnimi porty se vstupnimi porty zobrazo-
vacfho obvodu, k jehof vstupu je pfipojen vystup generdtoru impulsu dsetky, ktery je svym
vstupem spojen s vystupem zesilovaBe s pfepinanym zesflenim.

Vyhody obvodu podle vyndlezu spodivaj{ zejména v tom, Ze v celém rozsshu zvétSeni
mikroskopu automaticky udrZuje optimdln{ velikost jednotkové dsetky a automaticky piepind
jeji popis tak, aby'celkovy tdaj pfesng vyjadfoval okamZzité zvEét3eni mikroskopu. Dal3{
vyhodou tohoto Feseni je, %e se jim dosahuje vy35{ pfesnosti ddaje zv&iSeni na snimcich
nezdvisle na jejich dodate&ném zmenSovdn{ &i zvéit3ovéni,

Vyndlez bude ddle podrobn&ji popsén podle vykresu, na némZ je zndzornéno plfikladné
provedeni obvodu Fizeni jednotkové dsetky rastrovaciho elektronového mikroskopu podle vy-
ndlezu, ' '

Na vykrese znizorn&ny ochbvod je tvofen zdrojem 1 N referenénich nap&tf, jehoZ kaidy
n-ty vystup, kde n je pfirozené &islo v rozmezi od 1 do N, je pfipojen vidy na druhy
vstup n-tého kompardtoru 2n' Prvni vstupy vSech kompardtord 21 aZ ZN jsou piipojeny na
analogovy vystup obvodu 3 Fizeni a vyhodnoceni zv&tZeni a na signdlovy vstup zesilovade
4-s ptepinanym zesilenfm. Vystup kaZdého n-tého kompardtoru 2n je ptipojen na n-ty fidi-
c{ vstup zesilovaie 4 s pfepinanym zesflenim a na n-ty vstup dekodéru 5 popisu dsegky,
ktery je spojen svymi vstupnimi porty s tislicovym vystupem obvodu 3 fizeni 3 vyhodnoce-
ni zvetdeni a svymi vystupnimi porty se vstupnimi porty zobrazevaciho obvodu §. Ke vstu-
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pu zobrazovaciho cbvodu § je pripojen vystup generéfuru 71 impulsu dsetky, kiery je svym
vstupem spojen s vystupem zesilovate 4 s pfepinanym zesilenim.

V ginnosti obvodu fizen{ jednofkové use&ky rastrovaciho elektronového mikroskopu
podle vyndlezu je na analogovém vystupu obvodu 3 Efzeni a vyhodnoceni zvétseni stejnosmér-
né napéti, které je ptimo Gm&rné mantise zvétZeni. Velikost tohoto nap&t{ se miZe se zmé-
nou zvétZeni mikroskopu m&nit v rozsahu jedné dekddy. Toto nap&ti pfichdz{ na prvni vstupy
prvniho az N-iého kompardtoru 2 az ZN Na druhy vstup kaZdého n-tého kompardtoru 2 je
pfivedeno pfisludné referenéni napéti z n-tého vystupu zdroje 1 N referen&niho napet1
Velikosti jednotlivych referentnich nap&ti jsou voleny tak, aby tvofily vhodnou Fadu dil-
¢ich rozsaht v oblasti jedné deksddy. Soustava N kompardtord 21 az 2N takto vytvofi N + 1
diléfch rozsaht. Kazdy n-ty kompardtor 2, sleduje napéti, které je privadéno na n-ty Fi-
dici vstup zesilovate 4 s pEfepinanym zesilenim, a8 jakmile toto napéti dosdhne uriité hod-
noty, n-ty kompardtor 2n pieklopf a tim urdi ptfechod do dal3iho z N + 1 dil&ich rozsahd
zvétseni. Logickd informace o ur&eném rozsahu je z vystupl prvniho az N-tého kompardtoru
21 az 2N pfivédéna jednak do dekodéru 5 popisu dseZky, jednak do zesilovate 4 s pPepina-
nym zesilenim, kde pfepind zesileni v pfesn stejnych pomérech, v jakych je m&nén gislico-
vy ddaj v dekodéru 5 popisu useiky. Tim dochdz{i k £4stefnému pfevody analogové informace
jednotkové Gsetky do &islicového ddaje. Vystupni nap&ti zesilovale & s pfepinanym zesile-
nim #id{ generdtor 7 impulsu dsetky, ktery vytv4ri nap&fové impulsy, jejichz délka je pfi-
mo dmdrnd velikosti ¥idicfho nap&tf. Impulsy vstupuji do zobrazovaciho cbvodu §, ktery je
zobrazuje na obrazovce mikroskopu jako dsedku v obraze. Zobrazovac{ obvod §.souZasng
zobrazuje popis Gsedky, to jest &fslicovy Gdaj s délkovou jednotkou. Délka dseiky se pfi
zm&né zvétdeni méni pouze v malém rozsahu, pficemi pfi zm&n& rozsahu se automaticky pfe-
pind jeji popis.

Vyndlez lze s vyhodou vyu?it pfi konstrukci rastrovaciho elektronového mikroskopu,
zejména takového, ktery je vybaven plynulym nastavavénim urychlovaciho nap&ti i vzdéle-
nosti vzorku od objektivu ve zna&ném rozsahu. "

PATENTOVE NAROKY

Obvod #izeni jednotkové Gsedky rastravaciho elekironového mikroskopu, vyzmatujici
se tim, Ze je tvofen zdrojem (1) N referencnich nap&tf, jehoz kaidy n-ty vystup, kde n
je pfirozené &islo v rozmez{ od 1 do N, je pFipojen vidy na druhy vstup n-tého komparédto-
ru (2 ), pfigemZ prvni vstupy vSech kompardtord (2 az 2 ) jsou pfipojeny na analogovy
vystup obvedu (3) fizeni a vyhodnoceni zvét3eni a na 51gna10vy vstup zesilovage (4) s pfe-
pinanym zesilenim a vystup kaZdého n-tého kompardtoru (Zn) je ptipojen na n-ty fidici
 vstup zesilovage (4) s pfepinanym zesilenim a na n-ty vstup dekodéru (5) popisu isetky,
ktery je spojen svymi vstupnimi porty s &fslicovym vystupem obvodu (3) fizeni a vyhodno-
ceni zvétdeni a svymi vystupnimi porty se vstupnimi porty zobrazovaciho obvodu (6), k je-
ho# vstupu je pripojen vystup generdtoru (7) impulsu idsetky, ktery je svym vstupem spo-
jen s vystupem zesilovade (4) s pfepinanym zesilenim.

1 vykres
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